


原子力显微镜探针技术要求
1.产品/服务技术规格
1.1基本要求
原子力显微镜（AFM）探针是原子力显微镜的核心消耗部件，其性能直接决定成像分辨率、测量精度及样品适用性。本次采购的探针需满足半导体芯片结构、薄膜表面等高精度形貌表征需求。轻敲（Tapping）模式下，探针在其共振频率附近被压电陶瓷驱动，发生周期性振荡。扫描时，针尖仅在其振动轨迹的最低点“轻敲”样品表面，其他时间与样品分离。足够的刚度值可确保探针在空气中扫描稳定，不受微弱气流或表面粘附力过大影响；较高的频率有助于提高信噪比和扫描速度。探针参数要求如下：共振频率300kHz、弹性系数26N/m。
1.2性能指标
	序号
	项目
	采购方要求值
	数量

	1
	原子力显微镜探针
	10支/盒，300kHz，26N/m
	18盒


2.质量保证
2.1质量标准：供应商产品出厂标准。
3.交付要求
3.1交付时间：产品应在合同签订后一个月内交付。
3.2交付地点：产品或服务应交付至[北京市怀柔区]。
3.3包装和运输：产品应按照规定的包装标准进行包装，并采用合适的运输方式。
4.售后服务
4.1保修期：不适用。
4.2技术支持：供应商应提供产品使用及维护方法。



